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RESUMO

O método de Rietveld aplicado na difracdo de raios-X (DRX) é usado largamente na analise estrutural de quase todos
0s materiais policristalinos, ou seja, na analise de solidos na forma de p0. A sua aplicacdo possibilita fazer o
refinamento de estruturas cristalinas de materiais policristalinos, bem como anélise quantitativa de fases, obtencéo do
tamanho de cristalito e micro-deformacdo. Na parte tedrica deste mini-curso serdo abordados sucintamente os
seguintes temas: lei de Bragg, cela unitaria, rede cristalina, elementos de simetria, grupos espaciais e fungdes usadas
no método Rietveld. Na parte pratica sera usado o software livre MAUD (Materials Analysis Using Diffraction) para o
refinamento dos difratogramas de raios-X. O MAUD ¢€ escrito em Java e pode rodar em diversas plataformas como:
Windows, MacOSX, Linux e Unix. Possui uma interface grafica de facil utilizacdo, suporta varios difratogramas
simultaneos, faz analise microestrutural com modelos isotrépicos e anisotropicos, permite importacdo de estruturas a
partir de bases de dados, anéalise de tensdo residual e textura. Serdo feitos refinamentos de difratogramas de raios-X de
amostras com uma ou mais fases cristalinas compostas por 0xidos e/ou metais.
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